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Oficio Nro. IGM-TIC-2020-0212-OF
Quito, D.M., 21 de septiembre de 2020

Asunto: Entrega de muestras a Comisién Técnica

Coronel

Pablo Anibal Acosta Alvarez

Subdirector del IGM

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
En su Despacho

En referencia al Proceso de Seleccion de Ofertas Intermacional, con cdédigo
SOBYS-INT-003-2020, para la "ADQUISICION DE POLICARBONATO PARA LA
ELABORACION DE 2'500.000 TARJETAS ELECTRONICAS PARA LA PRODUCCION
DE CEDULAS DE IDENTIDAD", dentro del cual, mediante Resolucién No.
IGM-IGM-2020-0087-R de fecha 20 de agosto de 2020, hemos sido nombrados mi
persona y el Sr. Ing. Luis Garcés como parte de la Subcomisién Técnica para andlisis de
muestras, me permito remitir a usted, mi Coronel, como delegado de la midxima autoridad
para la Comisién Técnica, en formato fisico y digital el informe de resultados derivado
del andlisis de las muestras presentadas por los oferentes del presente proceso, segin lo
establecido en los pliegos del proceso en mencidn.,

Se adjunta archivo digital del informe INF-AG-020-163 "INFORME QUE PRESENTA
LA SUBCOMISION TECNICA PARA ANALISIS DE MUESTRAS DEL PROCESO
DE SELECCION DE PROPUESTAS INTERNACIONALES SOBYS-INT-003-2020".

Atentamente,

Dacumento firmado electronicamente
Capt. Christian David Mullo Aimacaiia
JEFE DE GESTION DE TECNOLOGIA

Referencias:

- IGM-SUB-2020-0299-M

Anexos:
- informe_de_calificacién_muestras_de_policarbonato,pdf
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Capitén
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Jefe de Produccién Gestion Artes Grificas

Seiior Magister
Henry Jimmy Céceres Guzman
Analista Investigacion Mercados

Seifiora Secretaria
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Secretaria
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ANTECEDENTES

Especificaciones técnicas No. 022-AG-2020 de 24 de julio de 2020, para la
"ADQUISICION DE POLICARBONATO PARA LA ELABORACION DE 2°500.000
TARJETAS ELECTRONICAS PARA LA PRODUCCION DECELULAS DE IDENTIDAD".

Resolucion Nro. IGM-IGM-2020-0078-R del 20 de agosto de 2020, para el inicio
del proceso de selecciéon de propuestas internacionales para la “ADQUISICION
DE POLICARBONATO PARA LA ELABORACION DE 2°500.000 TARJETAS
ELECTRONICAS PARA LA PRODUCCION DECELULAS DE IDENTIDAD"”, asi como
también la conformacion de la comision técnica y la subcomisién para anélisis
de muestras, entre otros.

Pliegos para el "Llamado De Seleccion De Ofertas Internacional” del Proceso
SOBYS-INT-003-2020 para la ADQUISICION DE POLICARBONATO PARA LA
ELABORACION DE 2°500.000 TARJETAS ELECTRONICAS PARA LA PRODUCCION
DECELULAS DE IDENTIDAD".

Memorando Nro. IGM-SUB-2020-0299-M de fecha 07 de septiembre de 2020,
mediante el cual se realiza la entrega de muestras a la comisidn responsable de
validar el cumplimiento de muestras del proceso de seleccidn de propuestas
internacionales SOBYS-INT-003-2020.

DESARROLLO

1. Objetivo

Realizar las pruebas determinadas en los pliegos para el proceso de " LLAMADO DE SELECCION
DE OFERTAS INTERNACIONAL" cAdigo SOBYS-INT-003-2020 en la SECCION 1V, VERIFICACION Y
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS numeral 4.2 Evaluacién por puntaje — ANALISIS
DE MUESTRAS , donde se indica que las muestras entregadas seran validadas mediante las
siguientes pruebas a realizar en el IGM:

Grosor nominal.

Tamafio.

Resistencia a la traccion y elongacidn antes de la rotura,
Color.

Densidad.

Captacion de tinta.

Laminacion,

Ablacién laser,

Torsién y flexidn.
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2. Historial de evaluacion

No de evaluacion Fecha inicio Fecha final Realizado por Revisado por
1 08/09/20 | 18/09/20 | Ing. Luis Garcés C. | Capt. De Elec. Christian Mullo A,

3. Equipos utilizados para realizar las pruebas

Equipo Marca Tipo Serial
Espectrofotometro X-rite v Espectrofotémetro eXact ‘ 007054
2o Cherlyn Electronics l Balanza de precision '

2 . 02
Balanza;de Frecision 01 gr Instruments modelo PFS21:5-12 4083
Micrometro Digital Thwing Albert Pro-Gage 47143

T Traccid
Ma.quxna e Ty Thwing Albert Vantage NX 52972
Universal =
Dino-Lite Digital ; . A foi ;
- A D | A6222166
Microscope BASIC Dino-Lite Vicroscopia Digita

4. Materiales evaluados

Cadigo
interno de
muestra

Cddigo de M Ti Cantidad Cantidad
fabrica s Lo Requerida Requerida

Overlay transparente
apto para grabado
(ablacidn) l&ser
(50mic)
Policarbonato
imprimible
MUEST-52 SD8B24/100mic SABIC {Impresion offset- 300 306

UV/Serigrafia-
1 00mic)
| Policarbonato Blanco
MUEST-S3 SD8E24/100mic SABIC |Protector /Spacer- 100 100
‘\ | 100mic)
‘ Overlay transparenta
para efectos tactiles
y lentes CLI/NLI
{150mic)
Policarbonato para
MUEST-55 SD8B24/220mic SABIC nlcleo {inlay - 50 102
220mic)
Overlay transparente
264 6-2-- apto para grabado
MuEsTCl 750059 CONESTRO {ablacidn) laser
{SOmic)
Policarbonato
264 4-4-- imprimible blanco .
MUEST-C2 COVESTRO {Impresién offset- 300 300
010207 . 7
UV/Serigrafia-
1 0 mic})
264 8-4- Policarbonato

MUEST-C3 010207 COVESTRO (Protector {Spacer- 100 100
1 0mic)

100 118

MUEST-S1 SD8BIAL/S0mic SABIC

MUEST-54 SD8B14/150mic SABIC

100 100
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Overlay transparente
o ~uecTrey | Paraefectos tactiles o
: (150mic)
Policarbonato para
MUEST-C5 4-4--010207 | COVESTRO niiclea (Inlay - 50 50

£ 2000

&

5. Condiciones ambientales
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6. Programa de pruebas

6.1. Grosor nominal

El espesor de los sustratos fue determinado mediante el uso de un micrémetro
digital sobre las muestras. Se tomaron 10 muestras de 60 x 50 cm de cada tipo de
sustrato.

6.2. Tamafio

El tamanio de los sustratos fue determinado mediante el uso de una cinta métrica, se
tomaron 10 pliegos de cada tipo de sustrato entregados como muestras para realizar
la medicion.

6.3. Resistencia a la traccion y elongacion antes de la rotura
La resistencia a la tension de las muestras fue obtenida mediante el uso de la
maquina de traccion universal acorde al programa “ASTM D882-10 Standard Test
Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting S| result”, en muestras de 2,5
cm x 10 cm a una taza constante de elongacion de 300 mm/min, se tomaron cuatro
muestras en cada direccion por cada tipo de sustrato.
6.4. Color

Con la ayuda de un espectrofotometro digital se realiza la medicidn de una muestra
de cada tipo de sustrato, en términos de L*, a* y h*.

6.5. Densidad

Mediante el uso de una balanza de precision se pesa tres pliegos de cada uno de los
sustratos y se procede a calcular la densidad mediante la relacién:

_ m(gr]

~ v[em?)

6.6. Captacion de tinta.
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Se realizaron pruebas de impresion offset con tintas de curado UV, en donde se
evidencia un buen anclaje de tinta, es decir que no exista desprendimiento o
corrimiento de tinta posterior a la impresién y curado UV,

6.7. Laminacién.

Se realiza lz laminacion de las diferentes capas entregadas, segun la estructura
definida, considerando las recomendaciones de laminacion de cada uno de los
oferentes.

Estructura de laminocion de muestras

6.8. Ablacién lgser.
Se realizan pruebas de ablacion |aser en tarjetas complemente blancas son impresion

de textos e imagenes, realizando ajustes de parametros de potencia, frecuencia de
grabado y velocidad de grabado se determina el mejor resultado de impresion.

6.9. Torsion y flexidn.
Se realizan pruebas de torsion y flexion de las tarjetas con el propdsito de evaluar la
resistencia fisica de las tarjetas fabricadas con las laminas de muestras, con una
frecuencia sinusoidal de ﬂ_exién y torsion de 0,5 hz. (2 seg), segun lo estipulado en la
norma ISO/IEC 10373, Tarjetas de identificacién- métodos de prueba.

a) Fatiga al estrés dindmico por flexién.

OUITO: Spmiarciires FLRTE v Gral Tolme Par v Mifia Secder B Dorsdn P = i T EL



MNSTERIO CE A
DEFENSA 'c‘f&éfﬁco
¢ NACIONAL MILITAR

Bending along axis A

Bending along axis B

b) Fatiga al estrés dindmico por torsion

Guide rails

. / \ ’
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Resultados

6.10. Grosor nominal.

Caédigo interno de Cogngt.'.) de Grosor {um] S cnaiiin DESV'IBCIOH
muestra fabrica estandar
i 50,0
|
2 49,7
3 50,4
4 49,8
5 3 ; 49,7
MUEST-S1 ShsRealomle___— 48,7 0,38
6 484
7 50,2
8 491
9 49,9
10 45,4

Codigo interno de Cédigo de Grosor {im] Broiiedic Desviacién

muestra fabrica estandar

SD8824/100mic

MUEST-52
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Caodigo interno de
muestra

MUEST-S3

Codigo de
fabrica

SD8B24/100mic

Codigo interno de
muestra

MUEST-S4

Codigo de
fabrica

SD8B14/150mic

99,5

93,4

99

99

98

98,9

98,9

98,7

Grosor [um] Promedio

100
100,3

100.3

99.7

95.4

99.7

Desviacion
estandar

0,46

Grosor [um] Promedio

| 1551
155,1
154,7

Desviacién
estandar

OUTO: £
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3 154,9
4 155,1
5 155
6 155,3
_ |
7 1548
8 155,4
9 155,7
10 155,2
Cddigo interno de Codigo de : Desviacion
muestra fabrica Geosor lun] Peamecio estandar
1 221,5
P4 222,7
3 221,3
4 222,3
5 220,6
MUEST-S5 | SD8B24/220mic [ — 221,7 0,84
6 ' 222,8
|
7 | 222
8 2215
9 220,2
10 221.8

Codigo interno de Codigo de " Desviacion
R Grosor [um] Promedio S
muestra fabrica estandar
1 | 2646-2-- 51,7
MUEST-C1 750059 /50 ——— 52,5 0.58
2 mic 52,1
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53,2

52,5

52,9

523

52

52,8

53,4

51,9

Cédigo interno de

Cédigo de

Grosor [um]

Promedio

Desviacion

muestra fabrica estandar
3 99,5
4 99,3
5 264 4-4-- 99,9
— MUEST-C2 010207 / 100 99,3 0,46
6 mic 98,8
7 98,8
8 59,1
g 88,7
—
10 | 99,1
Codigo interno de Cofﬁgc': de e Proradio DESV'GECIOI"I
muestra fabrica estandar
1 264 4-4-- 99,8
MUEST-C3 010207/100 99,4
2 mic 99,8
OUITo ' F 7 ( T | > "
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3 98,9
4 95,3
5 99,7
6 99,6
7 B 99,2
8 w 88,9
T 100
10 99,3

Codigo interno de Cédigo de
muestra fabrica

Desviacion

Grosor [um) Promedio \
estandar

3 150,4
a 149,9
5 150,4
MUEST-C4 cees / 150mie 150,3 0,68
6 149,7
| 7 ' 149,5
8 | 150,7
9 | 149,4
10 151,7

OLNTO: Senivanne FLATH v Geal Talmea Par v Mido Santor Fl Data o 5 e



B GEOGRAFICO

i

i MINISTERCO BE
@ DEFENSA

Nl NACIONAL

Cédigo interno de Codigo de : Desviacién
e Grosor [um] Promedio d
muestra fabrica estandar

5 201,4
MUEST-C5 4-4--010207 204,2 2,05

6 203,5

7 203,2

B 203,5

9 2034

10 2035

Cddigo interno de Codigo de : Desviacion
s Promedio X
muestra fabrica estandar
1 52,1
2 52,6
3 54,6
4 55,8
| S—
5 PC1-D79- 54,1
MUEST-R1 2600-5C /50 54,1 1,1

B mic 53,1
7 54,4
8 55

9 54,8
10 54,4
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Cddigo interno de C0fi|g_o de e Prociadio Desvllacnon
muestra fabrica estandar
1 ' 107,7
2 1 1059
3 | 107,8
4 107,8
5 PCH-164- 104,5
MUEST-R2 2600-5C/100 106,7 1,48
6 mic 106,7
7 104,5
8 109,2
9 106,3
10 106,6 ‘
Cédigo int d 5di iacié
igo interno de Cthg.o de Grosor [um] B Desv.uacuon
muestra fabrica estandar
1 104,4
2 103,6
3 | 107,4
4 102,8
5 PCH-164- 108,1
MUEST-R3 2600-SC /100 ——— 104,7 1,81
6 mic 104,2
7 103,2
8 105,4
9 ’ 103
10 104,7




@& 5 ] DEFENSA
2T NACIONAL

/"}\ MINSTERIO Df

MILITAR

Promedio
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Desviacion

=

Codigo interno de Cédigo de
muestra fabrica Grosor [um]

1673
155,3
1553
1542
PCH-164- 1574
MUEST-R4 2600-SC /150 -
‘ mic 155,5

157

155
156,7
157,8

Cadigo interno de Cédigo de
muestra fabrica

Grosor [um]

262,1

2629

PCH-164- 262,5
MUEST-RS 2500-5C / 220 ———
mic 261,4

260,8

261,1

259,6

261,7

OUITO: Senisrounims LT Geal Telmn Pazv M
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6.71. Tamario.

Largo Ancho

Material [em] [cm]
MUEST-S1 SD8B94L/50mic 60 50
MUEST-S2 SD8B24/100mic 60 50

MUEST-S3 SD8B24/100mic 60 50

MUEST-S4 SD8B14/150mic 60 50

 MUEST-S5 SD8B24/220mic | 60 30

COVESTRO

Largo Ancho
[em] [cm]

Material

MUEST-C1 264 6-2--750059/

50 mic 60 50
MUEST-C2 264 4-4--010207 / '
100 mic 60 | 50
MUEST-C3 264 4-4--010207 /

100 mic | 60 50
MUEST-C4 -—- / 150 mic 60 50
MUEST-C5 4-4--010207 / 200

mic 60 50

ROWLAND

Largo Ancho
[em]  [cm]

Material

EEST-RI- l;gl’;:)iZQ-ZGOO-SC /| 60 50
MUEST—R;lng-:';ZiI.c64~2600-S 60 50
MUEST-R?} :;:;;le-ZGOO-SC 60 50
MUEST-RQ/ lPSCOH’-nli(zll-ZGOO-SC 60 50
MUEST-RS} :;:;&4-27500-SC 60 50 |

OouTHn = ( BT sl Telmn Pazv M ' St I I
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6.72.  Resistencia a la traccion y elongacion antes de la rotura,

# Cadigo interno

de muestra

MUEST-S1

Cédigo de fabrica

SD8B94AL/SOmic

Direccién

Horizontal

Fuerza
Maxima
[N/mm] /
Elongacio
n [%]
2,66/
13,54
2,70/
17,13

2,73/
20,08

268/

22,75

Promedio

2,69/18,38

Desviacio
n estandar

0,03 /3,96

Cédigo interno
de muestra

.
2
— MUEST-S51

3

Cédigo de fabrica

SD8BI4L/50mic

Direccion

Vertical

Fuerza
Maxima
[N/mm] /
Elongacié
n (%]
2,72/
18,27
2,66/
18,65

2,74/

2,57/

18,87

15,66

Promedio

2.67/17,86

Desviacio
n estandar

0,08 /1,49
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Cédigo interno
de muestra

1

2
1 MUEST-S2

3

4

Fuerza
Maxima
(N/mm] /
Elongacio
n [%]
552/
29,42

562/
53,74
561/
32,65

Direccién

Cédigo de fabrica

SD8B24/100mic Horizantal

Promedio

I

5,54 (37,27

540/
33,25

Desviacid
n estandar

0.1/11,11

Codigo interno
de muestra

MUEST-S2

Fuerza
Maéaxima
[N/mm] /
Elongacid
n [%]
573/
17,33

578/
34,87

Direccion

Cadigo de fabrica

SD8824/100mic Vertical

Promedio

5,76 / 28,75

Desviacio
n estandar

0,04/
12,32
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Cédigo interno
de muestra

MUEST-53

\ 567/

Fuerza
Maxima
[N/mm] /
Elongacio
n [%]
5,51/
23,02
S, 71/
27,84
5,64/
33,01

Direccién

Cadigo de fabrica

SDEB24/100mic Harizontal

16,45

|

1

Wy Sl N e ) ompe B Sanpe S
iy

Desviacio

Promedio 3
n estandar

5,63 /25,08 0,09 /7,05

Cédigo interno

#
de muestra

1 MUEST-S3

Fuerza
Maxima
[N/mm] /
Elongacio
n [%]
571 f
23,03

Direccion

Codigo de fabrica

SD8B24/100mic Vertical

DuITn

Desviacié

Promedio -
n estandar

5,74 /22,74 0,15 /6,19
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Codigo interno
de muestra

Cédigo de fabrica

MUEST-54 S08B14/150mic

Fuerza
Maxima
[N/mm]

/
Elongacié
n [%]
9,23/
47,48

Direccion

9,34/
31,31

Horizontal
9,27/

25,60

9,24/
22,41

ST
il

¥ Bope b i LA T

Desviacion

Promedio 2
estandar

0,05/

7
9,27 /31,70 11,15

MmiaTnD | )
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Cdodigo interno

de muestra

MUEST-54

DEFENSA
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WA

MINSTES

Cédigo de fabrica

5D8B814/150mic
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Fuerza
Maxima
[N/mm] /
Elongacio
n (%]
9,26/
16,46

9,35/
19,19

9,43/
24,49

9,52/
20,73

Direccién Promedio

Vertical 9,39 /20,22

Desviacio
n estandar

0,11 /3,35

4

Cédigo interno
de muestra

MUEST-55

Codigo de fabrica

SD8B24/220mic

Fuerza
Maxima
[N/mm] /
Elongacio
n [%]
13,32/
38,32

13,22 /
27,08
13,51/
33,23
1331/
102,08

Direccién Promedio

Horizontal 13,34 /50,18

Desviacid
n estandar

0,12/
34,51




